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В рамках развития метода измерения поперечного размера и расходимости пучка релятивистских электронов с помощью регистрации угловых распределений рентгеновского излучения электронов в тонких кристаллах /1,2/ проанализировано влияние асимметрии отражения /3/ на угловое распределение излучения. Асимметрия отражения ε=sin(δ-ΘБ)/sin(δ+ΘБ) возникает, когда δ - угол между поверхностью мишени и отражающими плоскостями, развернутыми относительно направления пучка электронов на угол Брэгга ΘБ, отличается от нуля или 90 градусов.  
Показано, что использование геометрий генерации излучения с ε>1 увеличивает размер образа пучка на детекторе в ε раз и позволяет в несколько раз уменьшить нижний предел значений эмиттанса, который можно измерить с помощью методики /2/. 
С целью проверки методики /1/ проведены измерения размера пучка линейного ускорителя Saga-LS /4/ по угловым распределениям параметрического рентгеновского излучения электронов в тонком кристалле кремния, показавшие хорошее согласие с результатами измерений с помощью оптического переходного излучения.  
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